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Abstract. Line-chain carbon films are a promising broadband material for use in devices; 
therefore, a deep understanding of the surface electronic structure is important. The Kelvin 
Probe (KP), Surface Photovoltage / Surface Photovoltage Technology (SPV / SPS), and Am-
bient Air Emission Spectroscopy (APS) techniques are typically applied to conventional and 
organic semiconductor materials. In this study, measurements using a combination of  KP, 
SPV / SPS, and APS methods take samples of linear-chain carbon films on copper and curved 
substrates to study their surface electronic structure and compare their various properties. 
These methods are non-contact and non-destructive. It was found that the position of the 
Fermi level of the samples does not change (4.83 ± 0.01 eV). The measured samples showed 
a good response to photoemission. Thus, the KP, SPV / SPS and APS measurement methods 
provided some interesting information about samples of linear-chain carbon films and an in-
itial study of their surface electron states. 
 
Пленки линейно-цепочечного углерода является многообещающим материа-
лом для использования во многих областях, включая наноэлектронные устрой-
ства. Поэтому важно глубокое понимание поверхностной атомной и электронной 
структуры. Методы с зондом Кельвина (KPFM) и фотоэмиссионной спектроско-
пии (APS) обычно применяются к полупроводниковым материалам. В этом ис-
следовании измерения с использованием комбинации методов KPFM и APS бе-
рут образцы синтетических карбиноподобных пленок для исследования их по-
верхностной электронной структуры. Эти методы являются бесконтактными и 
неразрушающими. Типы связывания в исследуемой углеродной пленке содержат 
sp1-гибридизацию, характерную для цепных структур. Было обнаружено, что ра-
бота выхода электронов (130-156 мэВ) и положение уровня Ферми (4.8 эВ) об-




Целью настоящей работы является совмещение методов силовой микроско-
пии с зондом Кельвина (KPFM) и фотоэмиссионной спектроскопии (APS) для 
исследования фотоэмиссии и работу выхода пленок линейно-цепочечного угле-
рода на медной и кремниевой подложках.  Учитывается  влияние  медных и крем-
ниевых  подложек и толщины пленок. В качестве системы образцов мы исполь-
зовали пленки 20 - 400 нм цепей на медных и кремниевых подложках, синтези-
рованные с помощью ионной конденсации в высоком вакууме, где совмещение 
пучков ионов углерода и аргона обеспечивает рост пленки гексагонально упако-
ванных sp1-цепей.  
 
 
Рис. 1. Измерение фотоэмиссии для образца  пленок линейно-цепочечного углерода 
толщиной 20 нм на медной подложке. 
 
1. J.  R.  Harwell, T.  K.  Baikie, I.  D.  Baikie, J.  L.  Payne, C.  Ni,  J.  T.  S.  Irvine, G.  
A. Turnbull and I.  D.  W.  Samuel, Phys.  Chem.  Chem.  Phys.  18  (29),  19738-
19745 (2016). 
2. E.A. Buntov et al. Carbon, 117, pp. 271-278 (2017). 
 
 
  
